
誘電体円柱試料の複素比誘電率および導体板の表面比導電率の測定 

SUM-ROD Ver. 7.0 [IEC 61338-1-3 (1999) & JIS R 1627 (1996)規格、IEC61788-7(2002) & JIS H7307(2005)規格 準拠]  

 測定範囲＆測定精度 
 周 波 数 f      ：2~30GHz 

 比誘電率r       ：2~1000, ±(0.2～0.5)% 

 誘電正接 tanr    ：10
-3
~10

-7
, ±(5～20)% 

 表面比導電率rf  : 10~100%, ±(2~10)% 

 測定に使用する導体板の必要寸法 
測定周波数 円板直径 

 
2~15GHz 70mm r=38~90のときの計算値 

10~30GHz 40mm r=10のときの計算値 

 測定に用いる誘電体円柱共振器と測定治具の外観 

1.6GHz 1.8GHz 2.0GHz 2.5GHz

r = 38 

(Ceramic)

r = 24 

(Ceramic)

5GHz 10GHz 13GHz10GHz

r = 90 

(Ceramic)

C-5 C-6 C-7 C-8 C-4C-3C-2C-1

12GHz 22GHz20GHz15GHz

r = 9.4 

(Sapphire)

S-4S-3S-2S-1

2誘電体共振器法用誘電体円柱1.6~2.5GHz測定用円柱

 
    

 表面比導電率の測定結果例と誘電体円柱共振器の構成図 
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セラミック円柱共振器(2共振器法)

サファイア円柱共振器(2共振器法)

サファイア円柱共振器(1共振器法)

鏡面研磨銅板 (50mm)

アニール銅板 (40mm)

   

 

 

銅張誘電体基板の界面比導電率測定 

SUM-MIC 

 界面比導電率の測定結果 
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サムテック有限会社 SUMTEC, Inc. 
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  E-Mail : info@sumtec.biz    ホームページ : http://www.sumtec.biz 

 弊社のソフトウェアはWindows Computer上で動作します。また、アジレント・テクノロジー(株)社製ベクトルネットワークア
ナライザ(8510シリーズ、8720シリーズ、PNAシリーズ)とスカラーネットワークアナライザ(8757シリーズ)に対応しております。 

製品カタログ 

Saitama  
University 
Microwave  
TEChnology. Inc. 

 弊社のソフトウェアはWindows Computer上で動作します。また、アジレント・テクノロジー(株)社製ベクトルネットワークア
ナライザ(8510シリーズ、8720シリーズ、PNAシリーズ)とスカラーネットワークアナライザ(8757シリーズ)に対応しております。 

製品カタログ 

Saitama  
University 
Microwave  
TEChnology. Inc. 

 弊社のソフトウェアはWindows Computer上で動作します。また、アジレント・テクノロジー(株)社製ベクトルネットワークア
ナライザ(8510シリーズ、8720シリーズ、PNAシリーズ)とスカラーネットワークアナライザ(8757シリーズ)に対応しております。 

製品カタログ 

Saitama  
University 
Microwave  
TEChnology. Inc. 

 弊社のソフトウェアはWindows Computer上で動作します。また、アジレント・テクノロジー(株)社製ベクトルネットワークア
ナライザ(8510シリーズ、8720シリーズ、PNAシリーズ)とスカラーネットワークアナライザ(8757シリーズ)に対応しております。 

製品カタログ 

Saitama  
University 
Microwave  
TEChnology. Inc. 

測定装置外観 

2誘電体共振器法           1誘電体共振器2モード法 

誘電体円柱共振器の構造と電磁界分布  
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 表面抵抗Rsf

（表面比導電率σrf）

 界面抵抗Rsb

（界面導電率σrb）

樹脂含浸ガラスクロス

片面銅張誘電体基板のrfrbの測定結果 

S-6S-5S-4 S-7

30GHz20GHz22GHz 40GHz

2誘電体円柱共振器法用 1共振器2モード法用

銅張誘電体積層基板の構造 MIC形誘電体円柱共振器の構造と電磁界分布 

1共振器2モード法用サファイア円柱共振器 1.6～22GHz測定用誘電体円柱共振器  

銅板の表面比導電率の周波数依存性測定結果 

材料測定 検 索 

片面銅張誘電体基板の σrb, σrf の測定結果 


